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１．概要（Summary） 

弊社にて作製した薄膜サンプルについて光吸収係数

等の光学定数測定や吸収スペクトル等の光学特性評価

から目的の物性を有しているかどうか確認するため、貴学

に相談させていただいた結果、エリプソメトリーにおいて

単層、多層薄膜の吸収スペクトル、膜厚を測定できること

を教示いただいた。 

特に、得られたスペクトルからエネルギーギャップを見

積もる手法、エリプソメーター装置に実装されている解析

ソフトの分析手法についての講義を受け、他の測定手法

（一般的な分光光度計による測定）との実施方法や精度

違いについての議論を行った。デモ測定を元に、具体的

な実験の進め方について検討させていただいた。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

 

なし 

 


